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	 我々は、アパーチャーレス走査型近接場光学

顕微鏡(a-SNOM)の開発を行っている。しかし、

これまで a-SNOM を用いて磁区観察に成功し

ていない。その理由の一つは、背景光によるノ

イズの影響のためと考えられる。背景光による

信号を低減させるためには、より高い高調波成

分を測定することが有効である[1]。そこで、今

回は 5倍の高調波成分を検出し、その偏光特性

の評価を行なったので報告する。 

	 Fig. 1に a-SNOMの模式図を示す。光源には、

半導体レーザー(波長 408 nm)を用いた。入射光

は偏光子により X 方向の直線偏光にし、カン

チレバー先端に照射した。カンチレバー先端か

らの散乱光は、斜め 45 度方向から集光し検光

子を透過させ、光電子増倍管によって測定した。

5倍の高調波成分は、ロックインアンプを用い

て検出した。散乱光の偏光特性は、検光子を回

転させることで測定した。検光子の角度は、S

方向を 0度、P方向を 90度とした。試料には、

石英基板上にクロムをパターニングした SPM

の標準試料(2 µm × 2 µm × 20 nm)を用いた。 

	 Fig. 2 (a)に、測定した SNOM像を示す。若干

の背景光による干渉縞が見られるが、クロムと

石英によるコントラストの違いを鮮明に確認

できた。Fig. 1(b)に、クロム上で測定した 5倍

の高調波成分の SNOM 信号の検光子角度依存

性を示す。5 倍の高調波成分は S 方向から-30

度回転した直線偏光であることがわかった。ま

た、消光比(Imin/Imax)は 0.013と高い値を示した。

これらの結果から、5倍の高調波を測定するこ

とで背景光の影響が低減され、高い消光比を得

ることができたと考えられる。当日は磁性薄膜

の測定についても報告する。 
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Fig. 1 A schematic of a-SNOM  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 (a) A SNOM image and (b) polar plot of 

SNOM signal measured with demodulation 

frequency of 5Ω. 
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